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摘要(译)

本发明涉及用于检测样本内分析物的器件：其包括：(a)n个光源部，其包
括产生光(light)的光源；(b)反应带，其包括(i)被照射(illumination)来自上
述光源部的光并包括与上述分析物反应的物质的检查区域、(ⅱ)被照射来
自上述光源部的光并包括对照物质的对照区域、以及(ⅲ)被照射来自上述
光源部的光的背景区域，上述检查区域和背景区域被照射相同的一个
光，上述对照区域和背景区域被照射相同的一个光，上述检查区域及对
照区域共享上述背景区域；照射于上述检查区域和背景区域的光和照射
于上述对照区域和背景区域的光相同或者不同；以及(c)最少n+1个受光
部，其检测分别由上述反应带的检查区域、对照区域及背景区域发射
(emitting)的光。
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